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Новые материалы и композиты определяют современное формирования разнообразных сфер индустрии, связанных с медициной, строительством, сферой услуг. Уменьшение размеров и увеличение производительности оптических и электронных устройств для оптимизации применения материальных ресурсов, становится с каждым годом все актуальнее. Одним из важных назначений тонких углеродных и кремниевых пленок является использование покрытий в лазерной технике. Таким образом, изучение оптических свойств таких напылений становится актуальной научной задачей.
***
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследования:

а) Измерена интенсивность отраженного света в видимом диапазоне.
б) Разработан программный алгоритм для расчета толщины и восстановления профиля поверхности.
Основным итогом данного исследования является экспериментальное определение толщины тонких углеродных и кремниевых пленок, а также восстановления профиля поверхности. Предлагаемые для обсуждения результаты были получены на разработанной и реализованной на базе кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ базовой установке. 
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